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_BETERMINACIGN LE MIiizkisLis rOoR DIFRASCION DE RAYO3 X . 1979
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Geometrfa de cristales, Retfculos bidimensionalecsirctfculm
de truslecidén; retfculos tridimensionales. Retfeulos de -
Bravais. Grupos de puntos; grupos cspaciales. Simetrfa ma-

croscdpica y microscdpica. E

Naturaleza dec los rayos X. Produccidn de rayos X. Radisecid

continua y cdaracter{stica. Prineipales tipos de tubbs de B
&os X. Iongitudes d4e onda de los ruyos X. Refraccidn y ab-
¥

soroidén de los rayos X. L{mite de Duanc-Hunt. Eleccidn dc a

b
la radiacidn. f

£}
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vifraceién de rayos X. Geometrfa dc difracecidn, Dif;uccidn
poruna fila dc 4tomos. Difraceidn por un retfculo cfistali
no. Condiciones de difruccidn dec Laue. ley de Bragg, Orde-
nes de difraccidén. Retfculec rcefproco. kelacidn de'ios cs-

pacioa interplanares con la geometrf{a de la celda. )

. g
Métodos de cristal dnico. Pelfcula plana y cilindriéa, pe-
1fcula fija y. movible. Diagramas de crista giratorio. -
Orientacidn del cristal segun un determinado eje dezgiro -
(eJe cristalino o 1fnca do retfculo). Detorminacidnjdel Pe_

riodo de identidud. Determinacidn de los {ndices, diversos

métodos uso de la carta de Sernal. Diagramas de oseilacidn ;

xelacidn con la simetrfa crist:l ina. Iey de rricdel.

¥

Kétodo Debye-Scherrer. Tipos de cémaras. Geometria de las
cédmaras. Diferentcs posi ciones de 1la pelfcula can réspecto

al haz de rayos X. Medic1én de los 4ngulos de Bragg.

Determinacibén de los cspaciados d-s Colocacidn de {ndices eni
P o .

el

gsistema cdbico.; métodos gréficos y analfticos. Determina-

cidn de la celda unidad. Colocacidn de los fndices on los sis

tcas tdrogonai y hexagonal; métodos grdficos y enaifticos. -

Colocacisn de’los fndices on_los sistomas rémbico y monoclini

203 por Resolucidn 5 4xsinq

~




: MbrtﬂlHlulOl kLCCDEL de luas constantes roticulares. ..rrores
T

L

en la modicién de los cspaciados d , Ahsoroidn y rofraccidn.
erores aistemdticos. “dtodos prccisos de medicidn. lhétodo -
Straunanis. Métodos de extrapolacidn.

7.-intensids:d de difraceién. Intonsidud aﬁsoluta N relati%a.qu_
torca que afectan la intensidud de difraceidn; factores geo«j
métricos; factores f£fsicos. Medicién de intensidades; por fo-
tometrfa y por ecstimacidn visual. ¥sculas do 1ntonsidaﬁ y su

proparacién. Efectos especiales de difusidn y difraccién.

8.-Identifieacidn de sustuncias por el método dc polvo. &ndlisis

cualitativo. Determinacidn do fases mineraldgicas., #1 sistema

LSIM y su aplicacidn préctica. Alcances y limites del método.
;

9,-Difractometrf{a de contador. frinciplos y usos del método.frin_
oipio gcométrico del gonidmetro de difraccién; sistema de co-
limacidn. Tuhos detectores; tubo Geiger-Miiller. wéenica de rex

gistro y de contador. Preparucidn de la muestra.

19, - Ahdlisis cuantitativo; aspectos generales. Alcmces y Limites
del méto@o. Mgzolas de dos'componentes; mezclas de n componen
tes. idtodo de las adiciones conocidas. Método del stendard -

interno. *reparacidén de patrones y de la curva de calibrucidn
= e

114 Idcatificacidn de arcillas medisnte difractometZfa. Prinecipins
en que se basa. Prinecipio fundamental de la ostruct;ra crista-
lina de los minera. cs arcillosos; silicatos 1aminafcs. Siste-

mdtica de los silicatos do Friedrich Liebanu,.
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: grupos de los -

12 Idenﬁificacién de los minerales arcillosos

caolines; montmorillonitas; micus; eloritas. Preparacién de

las mucstras; muestras oricntadas ¥y no orientadis. Andlisis

cuantitativo; alcances y 1{mites de método. :
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